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Element Edge Energy Best

Ti K edge 4966 Ge(133) 74
\Y K edge 5465 Ge(224) 79
Cr K edge 5989 Si(333) 82.03
Mn K edge 6539 Si(440) 80.92
Fe K edge 7112 Si(531) 77.02
Co K edge 7709 Si(533) 76.15
Ni K edge 8333 Si(551) 78.02
Cu K edge 8979 Si(553) 77.5
Zn K edge 9659 Si(733) 75.31
Ga K edge 10367 Si(840) 80
Ge K edge 11103 Si(139) 78.72
As K edge 11867 Si(771) 73.15
Se K edge 12658 Si(1042) 81.05
Br K edge 13474 Ge(777) 80.41
Kr K edge 14326 Si(777) 75.14
Rb K edge 15200 Ge(888) 87.19
Sr K edge 16105 Si(599) 75.72
Y K edge 17038 Si(1280) 75.09
Zr K edge 17998 Si(1460) 75.05
Nb K edge 18986 Si(1640) 82.56
Hf L3 edge 9558.286 Si(733) 77.74
W L3 edge 10200.1 Si(751) 75.57
Re L3 edge 10531.1 Si(840) 75.72
Os L3 edge 10868 Si(466) 80.06
Ir L3 edge 11215 Si(844) 86.17
Pt L3 edge 11564 Si(771) 79.31
Au L3 edge 11919 Si(771) 72.43
Hg L3 edge 12286.4 Si(953) 85.18
TI L3 edge 12660.3 Si(953) 75.25
Pb L3 edge 13035.064 Si(953) 69.9
La L3 edge 5483.5 Ge(422) 78.22
Ce L3 edge 5724 Si(422) 77.71
Pr L3 edge 5963.3 Si(333) 84.38
Nd L3 edge 6209.36 Ge(440) 86.58
Pm L3 edge 6460.44 Ge(440) 73.62
Eu L3 edge 6980.59 Si(531) 75.44
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